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2003爱德万测试技术研讨会邀请函

时值盛夏，为了适应IC产业的飞速发展以及迎合设计行业对测试的需求，我公司将和上海集成电路设计研究中心联合召开关于芯片测试的研讨会。
本次研讨会论题内容概要：

1. 芯片测试基础
本讲座将和您探讨芯片测试在半导体生产中所处的角色和其必要性，常见的芯片测试项目（DC、功能和AC）以及相应的测试手法。另外将为大家介绍通用的测试系统硬件和测试程序的编写方法。让大家了解芯片测试和IC测试系统。
2. LCD Driver测试方案
随着中国半导体产业的飞速发展，LCD 显示器件专用的驱动芯片也已经成为了热点，本次讲座的内容主要包括以下几个方面：首先是LCD设备和驱动芯片的一些概要叙述，然后是LCD Driver芯片对测试提出的要求和相关的对应方法，最后以我们公司的T6371为例为大家简单地介绍一下LCD Driver IC的测试系统的特点。
3. 消费类SOC芯片的AD/DA测试方案
发表是对数字家电类SOC芯片内置AD/DA转换器的测试方法进行介绍。先说明AD/DA和它的测试重要性，然后对AD/DA转换器中代表性的MCU内置ADC/音频用DAC/视频用ADC在SOC测试系统上的测试方案进行介绍。

4. SCAN故障排除方法介绍（待定）

我们热切期盼您的参与，希望通过本次研讨会能够促进各公司之间的技术交流，也希望贵公司日后能与爱德万测试加强合作，支持我们的测试事业。
届时为了答谢您的参与，我们还准备了抽奖活动，祝您好运！
地点：上海集成电路设计研究中心

北京东路668号G区7楼

日期：2003年8月8日 星期五（9:00-12:00）

以下是本次研讨会的回执，请您仔细填写，并于7月31日前传真至爱德万测试（021－64852726）或上海集成电路设计研究中心（021－53083498），我们将在收到回执后将入场券发给各位。我公司还将为参加本次研讨会的外地客户提供住宿。谢谢您的配合。
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报名回执

· 我报各参加                                                    课程。

· 个人信息

姓名：                  学历：                  职位：             

公司名称：                                                   

公司性质：                                 员工规模：

     □ 独资                                    □    0 – 20

     □ 合资                                    □   21 – 50

     □ 国营                                    □   51 – 100

     □ 私营                                    □  101 – 500

     □ 政府机构                                □  501 – 1000

     □ 其他                                    □  1000以上  

联系电话：                            传真：                

电子邮箱：                           手机：             

联系地址及邮编：

因名额有限，请速将调查表及报名回执传真至：

1、上海集成电路设计研究中心  陈丽

传真：021-53083498  电话：021-53083026-216  

电子邮箱： training@icc.sh.cn

2、爱德万测试（苏州）有限公司上海分公司  朱玮、高潇

桂平路555号46号厂房5楼200233

电话：021-64852725*6022/6023    传真：021-64852726
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